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Foreword

T:\?ixt of document 42/162/FDIS, future edition 3 of IEC 60270, prepared by IEC TC 42, High-
veltagertesting techniques, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by
CEN%EQ as EN 60270 on 2000-12-01.

The folmg dates were fixed:

— latest da which the EN has to be implemented
at national @ | by publication of an identical
national stafidard, or by endorsement (dop) 2001-10-01

— latest date by whfch,the national standards conflicting
with the EN havesfodse withdrawn (dow)  2003-12-01

Annexes designated "nosMative" are part of the body of the standard.

Annexes designated "info %r.‘ " are given for information only.

In this standard, annexes A @A are normative and annexes B to G are informative.
Annex ZA has been added by ELEC.

*
The words in bold in the text of@andard are defined in clause 3.

E@Aement notice

The text of the International Standard IEC GQ : 090 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification. /

S
<
®
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
6/’ with their corresponding European publications

This EWbrFopean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publication se normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publication listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of
any of thes blications apply to this European Standard only when incorporated in it by
amendment or fevjsion. For undated references the latest edition of the publication referred to
applies (includin endments).

NOTE When an internatlo@ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies. S

Publication Year ?@ EN/HD Year
IEC 60060-1 Y ?ﬂfvoltage test techniques HD 588.1 S1 1991?
Part 1»General definitions and test
req |<§)ents

IEC 60060-2 Y Part 2: V\®uring systems EN 60060-2 1994%
CISPR 16-1 1993 Spedcificatio radio disturbance and - -
immunity nfeasdrigg apparatus and
methods

Part 1: Radio dis@ nce and immunity
measuring apparatLL/.

0@0
S

" undated reference.
2 yalid edition at date of issue.
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Editio{&msolidées

Les versions Soltdées de certaines publications de la
CEl incorporahifessamendements sont disponibles. Par
exemple, les nu @ d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement |a"puplication de base, la publication de

base incorporant I'amefdement 1, et la publication de
base incorporant les apfendements 1 et 2.

Informations supplé taires
sur les publications CEl

Le contenu technique des publi ns de la CEI est
constamment revu par la CEl il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseighements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des public@ de la CElI

(voir ci-dessous) en plus des nou s éditions,

amendements et corrigenda. Des informations,sur les
sujets a I'étude et I'avancement des trava trepris
par le comité d'études qui a élaboré cette p@blication,
ainsi que la liste des publications parues nt

également disponibles par I'intermédiaire de:

. Site web de la CEIl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
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Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the |EC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the |EC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue of IEC publications
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The on-line catalogue on the IEC web site

/® (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search

y a variety of criteria including text searches,
chnical committees and date of publication. On-
information is also available on recently
issu publications, withdrawn and replaced
@ions, as well as corrigenda.

. IEC JQ blished

of recently issued publications

htm) is also available by email.

Please cont ” Customer Service Centre (see
r
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. Customer Servicez re
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La CEl (Commi
composée de l'en
pour objet de favo

Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électri t de Iélectronique A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur él on est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet eut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liais ec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internati e Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords ofﬂcnelsA CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internation les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité”d’études.

Les documents produits se présente s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniqu€s, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification interna , les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poSsi les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en@ norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clair S cette derniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marq comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conf I une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des elem la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droi logues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propri et de ne pas avoir signalé leur existence.

Techniques des essais a haute tension.

La Norme internationale CEIl 60270 a été préparée@e comité d'études 42 de la CEl:

Cette troisiéme édition annule et remplace la deuxiéme% parue en 1981 dont elle

constitue une révision technique.

A

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: Q/
FDIS Rapport de vote “O
42/162/FDIS 42/165/RVD ;
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information@ﬁb vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. z
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme. 0

Les annexes B, C, D, E, F et G sont citées seulement pour information.

Les termes définis a I'article 3 et utilisés dans toute cette norme sont en caractéres romains
gras.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

2

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

.

"/, HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES -
(S) PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENTS

(@4
OO FOREWORD

The IEC (Internat lectrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electro cal committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operaf®n ®n all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additi ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical c@ttees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this prepar ork. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate indhiggpreparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (I1SO) |£§ordance with conditions determined by agreement between the two
organizations. *

The formal decisions or agreem f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees

The documents produced have the form@ecommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, techpi€al reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification,é ational Committees undertake to apply IEC International

Standards transparently to the maximum ext ossible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the rgsponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. .

The IEC provides no marking procedure to indicate / roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its s S.

Attention is drawn to the possibility that some of the elem f this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for id ing any or all such patent rights.

International Standard IEC 60270 has been prepare@EC technical committee 42: High-
voltage test techniques.

This third edition cancels and replaces the second editioo lished in 1981 of which it
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents: Q/

A

Q

FDIS Report on voting e
42/162/FDIS 42/165/RVD O

Full information on the voting for the approval of this standard can be found i e report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. !

Annex A forms an integral part of this standard. 0

Annexes B, C, D, E, F and G are for information only.

Terms used throughout this standard which have been defined in clause 3: bold roman type.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.

A cette date, la publication sera
. nduite;

. rimée;

s r cée par une édition révisée, ou

 am e.

Le conten@ﬁorrigendum d'octobre 2001 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

» Frecenfirmed;

. ithdrawn;

* re d by a revised edition, or
* am ed.

The conte%’che corrigendum of October 2001 have been included in this copy.
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TECHNIQUES DES ESSAIS A HAUTE TENSION -
) MESURES DES DECHARGES PARTIELLES

1 %ne d’application

Cette Norpre, internationale s’applique a la mesure des décharges partielles qui se
produisen 6 s l'appareillage électrique, les composants ou les dispositifs soumis a des
essais sous sion alternative a fréquence industrielle jusqu’a 400 Hz ou sous tension

continue. O
Cette norme: O

— définit les terme@sés;

— définit les grandeur surer;
— décrit les circuits d’es 'ng mesure susceptibles d’étre utilisés;
es

— définit les méthodes de

)na analogiques et numériques nécessaires aux applications
courantes;

— spécifie les méthodes d’éta&?na e et les exigences relatives aux appareils de mesure
utilisés pour I'étalonnage;

— fournit des indications sur les procédures d’essai;
— donne quelques conseils concér la séparation des décharges partielles des
perturbations externes.

Il convient d’utiliser les recommandations deéalte norme dans les projets de spécifications
relatives a la mesure des décharges partj s pour des appareillages de puissance
spécifiques. Cette norme traite des mesures éle es des décharges partielles impulsion-
nelles (de courte durée), mais aussi des métho n électriques, utilisées principalement
pour la localisation des décharges partielles, voir xe F.

Les diagnostics concernant le comportement d’a ages spécifiques de puissance
peuvent étre facilités par le traitement numérique de do s de décharges partielles (voir
annexe E), mais aussi par des méthodes non électriqu ﬁlisées principalement pour la
localisation des décharges partielles (voir annexe F). ®

lors des essais sans tension alternative, mais les problémes pa iers susceptibles de se
produire lors d’essais sous tension continue sont traités dans I'art

La terminologie, les définitions, les circuits d’essai de base et les proes sont souvent
utilisés lors d’essais a d’autres fréquences, mais des procédurés dwessai et des
caractéristiques de systémes de mesure particulieres, qui ne sont pas t s dans cette

norme, peuvent étre nécessaires. ﬁ

Cette norme concerne d’abord les mesures électriques de déd%s partielles effectuées
ic

L’annexe A donne les exigences normatives relatives aux essais de détermgifiation des
caractéristiques des dispositifs d’étalonnage.
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HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES -
) PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENTS
.
%
This Interr%:ﬂ Standard is applicable to the measurement of partial discharges which

occur in el al apparatus, components or systems when tested with alternating voltages up
to 400 Hz or direct voltage.

This standard Oc ,

— defines the term%d;

— defines the quantiti be measured;

— describes test and m ing circuits which may be used,;

— defines analogue and di Mmeasuring methods required for common applications;

— specifies methods for calibrfgq and requirements of instruments used for calibration;

— gives guidance on test proc res;

— gives some assistance concerr@the discrimination of partial discharges from external
interference.

The provisions of this standard sho@\used in the drafting of specifications relating to
partial discharge measurements for ific power apparatus. It deals with electrical
measurements of impulsive (short-duration ial discharges, but reference is also made to
non-electrical methods primarily used for part&}scharge location (see annex F).

Diagnosis of the behaviour of specific power ap us can be aided by digital processing of
partial discharge data (see annex E) and also n-electrical methods that are primarily
used for partial discharge location (see annex F).

This standard is primarily concerned with electrical meQ ents of partial discharges made
during tests with alternating voltage, but specific proble ich arise when tests are made
with direct voltage are considered in clause 11.

The terminology, definitions, basic test circuits and procedures Wn also apply to tests with
other frequencies, but special test procedures and measuring syst aracteristics, which are
not considered in this standard, may be required. /

Annex A provides normative requirements for performance tests on cal%ﬁ'
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2 Références normatives

Le§ dgeuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui t‘faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour. références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’ WUent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme ternationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes ocuments normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la
derniére é du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
I'SO posséd%registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60060-1, T@iques des essais a haute tension — Premiere partie: Definitions et
prescriptions gén

?elatives aux essais
CEI 60060-2, Techniq @es essais a haute tension — Partie 2: Systemes de mesure

CISPR 16-1:1993, Spécific? S des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de i I‘u?lie — Partie 1: Appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immuni 0

3 Définitions @

Pour les besoins de la présente Norm@@inationale, les définitions suivantes s’appliquent.

4

3.1 6:£
décharge partielle (DP) (
une décharge électrique localisée qui court-ci partiellement l'intervalle isolant séparant

des conducteurs et qui peut étre adjacente ou n n conducteur

NOTE 1 En regle générale, les décharges partielles so conséquence de concentrations locales de
contraintes électriques dans I'isolation ou sur la surface I'isolation. Généralement de telles décharges
apparaissent sous la forme d’'impulsions ayant des durées trés i ures a 1 ps. Toutefois, des décharges a
caractere plus continu peuvent aussi survenir, par exemple des d es de faibles intensités (appelées: «pulse-
less») se produisant dans les diélectriques gazeux. Ce type de ne sera normalement pas détecté par

les méthodes de mesure décrites dans la présente norme.

NOTE 2 L'«effet couronne» est une forme de décharge partielle qui s it dans les milieux gazeux autour
des conducteurs placés loin de toute isolation solide ou liquide. Il conviefgt ce terme ne soit pas employé
comme terme général pour désigner n'importe quel type de DP. /;

NOTE 3 Les décharges partielles sont souvent accompagnées d’une émissio@ , de lumiére et de chaleur
ainsi que de réactions chimiques. Pour obtenir d’autres informations, voir I'annexe @

3.2 O/

impulsion de décharge partielle (impulsion de la DP)

une impulsion de courant ou de tension qui résulte d’'une décharge partise produisant
dans I'objet en I'essai. L'impulsion est mesurée avec des circuits de detéction adéquats
placés a cet effet dans le circuit d’essai

NOTE Une décharge partielle qui se produit dans I'objet en essai génere une impulsion de coura Stecteur
conforme aux prescriptions de la présente norme fournira en sortie un signal en courant n gtension
proportionnel a la charge de I'impulsion de courant & son entrée.

§
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2 Normative references

owing normative documents contain provisions which, through reference in this text,

te, provisions of this International Standard. For dated references, subsequent

nts to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to

agree based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility

of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated

reference atest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO m registers of currently valid International Standards.

IEC 60060- 1, (0] tage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
IEC 60060-2, High- @e test techniques — Part 2: Measuring systems

CISPR 16-1:1993, Spe tion for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1: Radio distoybance and immunity measuring apparatus

.
3 Definitions %
§

For the purpose of this Internationa@ndard, the following definitions apply.

3.1 0

partial discharge (PD)
localized electrical discharge that only p 1@ bridges the insulation between conductors and
which can or can not occur adjacentto a ¢

NOTE 1 Partial discharges are in general a conse ce of local electrical stress concentrations in the
insulation or on the surface of the insulation. Generally, @discharges appear as pulses having a duration of

much less than 1 us. More continuous forms can, however, r, such as the so-called pulse-less discharges in
gaseous dielectrics. This kind of discharge will normally not b cted by the measurement methods described in
this standard.

NOTE 2 "Corona" is a form of partial discharge that occurs i eous media around conductors which are
remote from solid or liquid insulation. "Corona" should not be use neral term for all forms of PD.

NOTE 3 Partial discharges are often accompanied by emission of{s@ynd, light, heat, and chemical reactions.
For further information, see annex F.

3.2

partial discharge pulse (PD pulse)
current or voltage pulse that results from a partial discharge occ ithin the object under
test. The pulse is measured using suitable detector circuits, which been introduced into
the test circuit for the purpose of the test

NOTE A partial discharge which occurs in the test object produces a current pulse. A r in accordance with
the provisions of this standard produces a current or a voltage signal at its output, propor naI f;the charge of the

current pulse at its input.





